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1． はじめに 

 近年，半導体デバイスの微細化が進んでおり，今まで許容されていたサイズのパーティクルで

さえ歩留まり悪化等を引き起こす要因となっている．そのため，よりクリーンルーム内のパーテ

ィクル管理が重要になってくる．そのため，特に清浄度の高いクリーンルームにおいて広い視野

で測定することを必要とするところまで来ている．相関法によるパーティクルモニタリングでは，

粒子による散乱光の時間的揺らぎから粒子濃度を推測するため清浄度の高いクリーンルームにお

いても粒子濃度を推測することができる． 

 本研究では，相関法を用いてパーティクル検出を行った結果を示す． 

2． 理論 

 相関分光法は，光強度のゆらぎを解析しその光ゆらぎにかかわる物理量を得ようとする方法で

ある．粒子がブラウン運動することにより光強度は領域内の粒子数の増減を反映したランダムな

ゆらぎとして観測される．粒子の数が少ない場合，測定領域内の少量の粒子数の変化で光強度は

急激に変化するためゆらぎは大きく，粒子の数が多い場合，ゆらぎは平均化され小さくなる．こ

のように蛍光強度のゆらぎの幅からは測定領域内の分子の数が推定できる．測定領域の大きさが

わかっていれば分子の数は濃度に換算できるため，蛍光相関分光法でサンプルの濃度が測定でき

る． 

3． 実験 

 実験には六方管を使用する．また，クリーンルーム中の実験により粒子は水蒸気を使用する．

水蒸気の粒径は約 15μm，8μｍ，4μｍの 3種類で，水蒸気数は多・少の 2通りである．CCD

カメラとキセノンフラッシュランプを使い散乱光のゆらぎを観測する．六方管内に水蒸気を散布

し，側方からキセノンフラッシュランプの光を当て，キセノンフラッシュランプの 90度に位置す

る所から CCDカメラで散乱光を撮影する．その際はファンクションジェネレータを使用しカメ

ラとキセノンフラッシュランプを同期させている．CCDカメラで撮影したデータから粒子の流れ

ている管内中央部分を縦横 10画素ずつ切り取り，計 100個の数値を加算し輝度値を求める．そ

の輝度値のゆらぎから，粒子数を求める計算式により粒子数を求める． 

4． 実験結果 

 どの大きさの粒子においても濃度が高いか低いかの区別をつけることは可能であり，相関法の

有効性を示した．しかし，相関法は輝度値のゆらぎにより粒子数を推定するのでノイズが大きな

問題となる．本実験ではノイズ対策が十分にできていないので今後の課題とする． 
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